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基于多项式拟合的中阶梯光栅光谱仪谱图还原
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摘要：为了基于中阶梯光栅光谱仪特殊的二维原始光谱图像实现各波长与其强度信息的一一对应，进而得到可以直接读

取所需波段或波长光信号强度信息的一维光谱曲线。对其原始光谱进行分析研究，通过获得接收像面上各波长光斑位

置与探测器像元的精确对应关系，实现谱图的还原处理。采用多项式拟合方法分别对中阶梯光栅光谱仪的棱镜色散方

向和光栅色散方向上光斑的位置坐标进行拟合，建立起波长与像面之间的关系式，为减小光线追迹数量，同时采用级次

间拟合的方式建立谱图还原模型。实验结果表明：通过该方法，可实现快速、高精度的谱图还原模型建立，模型的计算误

差最大为０．０２３　９２ｍｍ，即谱图还原精度优于１个像元。该算法具有较强的灵活性和普适性，适用于各类中阶梯光栅光

谱仪的谱图还原模型计算。
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１　引　言

　　中阶梯光栅光谱仪因其高分辨率、高衍射效

率在光谱分析领域中有着重要的应用［１－５］。中阶
梯光栅光谱仪的主色散元件为中阶梯光栅，这
种光栅具有低刻线密度、高衍射级次的特点，由
于其自由光谱区很短，所以在应用时需要使用
不同的衍射级次来实现宽的光谱范围。同时，

中阶梯光栅存在很强的光谱级次重叠，通常需
要其他色散元件实现级次分离［６］，这种组合色
散的方式，在像面上就形成了二维交叉色散光
谱。这种光谱的接收像元与波长间并无直接关
系可循，无法直接获得所需波长或波段的强度
信息，须经过大量的分析计算，通过谱图还原算
法，将二维图像信息转化为一维的波长与光强
对应的光谱曲线，最终实现多元素的瞬时光谱
分析。

传统的中阶梯光栅光谱仪的谱图还原算法是

采用光线追迹法确定接收像面上像元与波长的对

应关系。对于任意波长，结合中阶梯光栅光谱仪
的结构参数可基于几何光学原理的光线计算，精
确追迹出该波长在像面上的位置，但是中阶梯光
栅光谱仪通常会使用上百个级次，光谱数据量十
分庞大，因此这种算法追迹过程繁琐，计算效率有
待提高［７］。近年来，长春光机所提出了一种基于
公式归纳法的谱图还原算法，即结合中阶梯光栅
光谱仪的光学设计参数，通过角度偏移近似建立
简化的谱图还原模型，从而提高模型的建立速度
和运算效率，经过多年的发展，这种算法已在工程
上得到应用［８－１１］。然而，随着应用要求的不断提
高，中阶梯光栅光谱仪的光路设计越来越复杂，不

仅结构形式多变，为校正各种像差，在光路中也会
插入多个校正镜［１２－１５］，从而这种简化模型的谱图
还原算法在模型建立的难度上也在不断提高，运
算速度也因此受到影响。

本文以采用中阶梯光栅和棱镜组合色散方式

及采用柱面镜进行像散校正的中阶梯光栅光谱仪

为研究对象，结合光线追迹方法，分别对中阶梯光
栅光谱仪棱镜色散方向和光栅色散方向上波长与

光斑的位置坐标进行多项式拟合，进而建立了波
长与像元的对应关系，并将获得的谱图还原模型
实际应用到中阶梯光栅光谱仪中。该算法计算过
程简单有效，运算效率高，灵活性强，适用于各种
中阶梯光栅光谱仪。

２　中阶梯光栅光谱仪

２．１　光路结构

图１　中阶梯光栅光谱仪光路

Ｆｉｇ．１　Ｏｐｔｉｃａｌ　ｐａｔｈ　ｄｉａｇｒａｍ　ｏｆ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｇｒａｔｉｎｇ　ｓｐｅｃ－

ｔｒｏｍｅｔｅｒ

本文算法所采用的中阶梯光栅光谱仪的光路

结构如图１所示。光束从小孔入射后经球面镜准
直，以平行光形式入射到以准李特罗角放置的中
阶梯光栅，经光栅色散后，由棱镜在垂直于光栅色
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散方向上继续色散，交叉色散后的光束通过球面

反射镜，并经过具有校正像散作用的柱面镜后成

像在ＣＣＤ像面上。该中阶梯光栅光谱仪的技术

指标如表１所示。

表１　中阶梯光栅光谱仪的技术指标

Ｔａｂ．１　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　ｏｆ　ｅｃｈｅｌｌｅ　ｇｒａｔｉｎｇ　ｓｐｅｃ－

ｔｒｏｍｅｔｅｒ

参　数 数　值

光谱范围／ｎｍ　 １９０～６００

光谱分辨率／ｍｎ　 ０．０２

光栅刻线／（ｌ·ｍｍ－１） ５４．５

探测器 ５１２×５１２

像元尺寸／μｍ
２　 ２６×２６

２．２　二维谱图

为避免级次重叠问题，中阶梯光栅光谱仪采

用交叉色散的方式，通过辅助色散元件在面阵

ＣＣＤ像面上形成二维谱图，图２为中阶梯光栅光

谱仪自由光谱区内的二维谱图示意图。其中，Ｘ
方向为棱镜色散方向，Ｙ 方向为光栅色散方向，每
条谱线对应一个光谱级次。谱图还原算法就是将

像元位置与波长、级次一一对应，同时，通过ＣＣＤ
所获得的每个像元点的光强信息，建立起波长、级

次与光强的一维谱图信息。图３为二维谱图转换

为一维谱图的过程。

图２　自由光谱区内二维谱图示意图

Ｆｉｇ．２　Ｓｃｈｅｍａｔｉｃ　ｄｉａｇｒａｍ　ｏｆ　ｔｗｏ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｓｐｅｃ－

ｔｒｏｇｒａｍ　ｉｎ　ｆｒｅｅ　ｓｐｅｃｔｒｕｍ　ｒｅｇｉｏｎ

图３　谱图还原过程示意图

Ｆｉｇ．３　Ｓｃｈｅｍａｔｉｃ　ｄｉａｇｒａｍ　ｏｆ　ｓｐｅｃｔｒｏｇｒａｍ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ

ｐｒｏｃｅｓｓ

３　谱图还原算法

　　本文的研究对象为交叉色散式中阶梯光栅光
谱仪，该光谱仪的中阶梯光栅具有偏置角，偏置角
方向垂直于光栅色散方向，光束在偏置角方向上
反射，在其垂直方向上色散，棱镜色散方向为水平
方向。根据中阶梯光栅的锥面衍射方程［１６］：

ｍλ＝ｄ·（ｓｉｎα＋ｓｉｎβλ）·ｃｏｓω， （１）
式中：α为入射角，βλ 为衍射角，ω为光栅的偏置
角。各个级次的中心波长λｃｅｎ为：

λｃｅｎ＝２ｄ
·ｓｉｎβλ·ｃｏｓω

ｍ ． （２）

　　由此可知，不同衍射级次的中心波长在像面
上垂直方向位置相同，而在仪器中不同波长在水
平方向上的位置由棱镜决定。因此，棱镜与光栅
的色散相互独立，分别决定各个波长在像面上的

Ｘ坐标和Ｙ 坐标，可根据此特性在Ｘ 方向和Ｙ
方向上分别建立拟合方程，获得波长与光线的位
置关系。拟合原理如图４所示。

图４　谱图还原过程拟合原理

Ｆｉｇ．４　 Ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ　ｄｉａｇｒａｍ　ｏｆ　ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ

ｐｒｏｃｅｓｓ　ｆｉｔｔｉｎｇ
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３．１　棱镜色散方向
棱镜色散决定不同波长在像面上的Ｘ 坐标，

棱镜的色散方程［１６］为：

ｉλ ＝ａｒｃｓｉｎ　ｎλ·ｓｉｎφ－ａｒｃｓｉｎ
ｓｉｎ　ｉ０
ｎ（ ）（ ）［ ］λ

，

（３）
式中：ｉ０ 为棱镜入射角，φ为棱镜顶角，ｉλ 为光线
出射角，ｎλ 为不同波长的折射率。在棱镜色散方
向上，由于中阶梯光栅光谱仪的自由光谱区很小，
不同波长可能对应着不同的光谱级次，但是不同
波长的光线对应着不同的出射角，即在像面上Ｘ
坐标位置不同，且在长波方向上级次间隔逐渐变
小，在短波方向上，每个级次的斜率越来越大。本
算法采用多项式拟合的方式对波长位置进行计

算，可选择各个级次的中心波长建立Ｘ 方向的多
项式。具体拟合过程如下：

（１）选择 Ｎ 个不同级次的中心波长λｍ１－ｃｅｎ，

λｍ２－ｃｅｎ，…，λｍＮ－ｃｅｎ；
（２）追迹出这些波长的 Ｘ 方向位置，得到

Ｘｍ１－ｃｅｎ，Ｘｍ２－ｃｅｎ，…，ＸｍＮ－ｃｅｎ；
（３）根据坐标点 （λｍ１－ｃｅｎ，Ｘｍ１－ｃｅｎ），（λｍ２－ｃｅｎ，

Ｘｍ２－ｃｅｎ），…，（λｍＮ－ｃｅｎ，ＸｍＮ－ｃｅｎ）进行多项式拟合，得
到多项式ｘ＝ｆ（λ），由此可获得各个波长在像面
上的Ｘ坐标。
为保证拟合多项式的准确性，在波长的级次

选择上，长波波段采用的级次间隔比短波波段级
次间隔大一些。

３．２　光栅色散方向
光栅的色散方向决定光线的Ｙ 坐标，在该方

向上，需计算出每一个级次自由光谱区内各个波
长的Ｙ 坐标。由于使用级次较多，若逐一追迹每
个级次的波长对应的成像位置，工作量太大。因
此，本算法采用级次间拟合的方式，具体步骤
如下：

（１）使用已选择的中心波长，其所处级次的自
由光谱区为Δλｍ：

Δλｍ ＝λｍ－ｃｅｎ

ｍ ． （４）

　　进而得到各级次自由光谱区域内其他４个波
长值λｍ－ｍａｘ，λｍ－ｍａｘ１，λｍ－ｍｉｎ，λｍ－ｍｉｎ１，其中：

λｍ－ｍａｘ＝λｍ－ｃｅｎ＋Δλｍ２
， （５）

λｍ－ｍａｘ１ ＝λｍ－ｃｅｎ＋Δλｍ４
， （６）

λｍ－ｍｉｎ＝λｍ－ｃｅｎ－Δλｍ２
， （７）

λｍ－ｍｉｎ１ ＝λｍ－ｃｅｎ－Δλｍ４ ．
（８）

　　（２）追迹出以上波长的Ｙ 坐标，得到Ｙｍ－ｍａｘ，

Ｙｍ－ｍａｘ１，Ｙｍ－ｍｉｎ，Ｙｍ－ｍｉｎ１；
从而可知任意级次的５个波长的Ｙ 坐标，得

到每个级次的５个坐标点（λｍ－ｍａｘ，Ｙｍ－ｍａｘ），（λｍ－ｍａｘ１，

Ｙｍ－ｍａｘ１），（λｍ－ｃｅｎ，０），（λｍ－ｍｉｎ，Ｙｍ－ｍｉｎ），（λｍ－ｍｉｎ１，

Ｙｍ－ｍｉｎ１）；
（３）根据获得的数据点坐标进行级次间拟合，

取 Ｍ 个级次，则：由 （λｍ１－ｍａｘ，Ｙｍ１－ｍａｘ），（λｍ２－ｍａｘ，

Ｙｍ２－ｍａｘ），……，（λｍＭ－ｍａｘ，ＹｍＭ－ｍａｘ）进行多项式拟合
得到ｙ１＝ｆ（ｘ）；由（λｍ１－ｍａｘ１，Ｙｍ１－ｍａｘ１），（λｍ２－ｍａｘ１，

Ｙｍ２－ｍａｘ１），……，（λｍＭ－ｍａｘ１，ＹｍＭ－ｍａｘ１）进行多项式拟合
得到 ｙ２ ＝ｆ（ｘ）；由 （λｍ１－ｍｉｎ，Ｙｍ１－ｍｉｎ），（λｍ２－ｍｉｎ，

Ｙｍ２－ｍｉｎ），……，（λｍＭ －ｍｉｎ，ＹｍＭ －ｍｉｎ）进行多项式拟合
得到ｙ３＝ｆ（ｘ）；由（λｍ１－ｍｉｎ１，Ｙｍ１－ｍｉｎ１），（λｍ２－ｍｉｎ１，

Ｙｍ２－ｍｉｎ１），……，（λｍＭ－ｍｉｎ１，ＹｍＭ－ｍｉｎ１）进行多项式拟合
得到ｙ４＝ｆ（ｘ）。这样，通过上述式子可获得除已
选级次之外的各个级次的５个相应波长的Ｙ 坐
标位置；

（４）进行级次内拟合，通过上述过程可获得每
个级次内５个点的Ｙ 坐标位置，即（λｍ－ｍａｘ，ｙ１），
（λｍ－ｍａｘ１，ｙ２），（λｍ－ｃｅｎ，０），（λｍ－ｍｉｎ，ｙ３），（λｍ－ｍｉｎ１，ｙ４），
在级次内对这些点进行多项式拟合，可得到Ｙ＝
ｆ（λ）。
进而可获得任意波长的Ｙ 坐标，其中，级次

内的取点可根据实际情况进行增加或减少。

４　实验结果与分析

４．１　谱图还原算法精度实验
根据交叉色散的特性，棱镜色散方向，即Ｘ

坐标若有偏差则会造成衍射级次上的偏差，在波
长提取时会造成较大的误差；而光栅色散的方向，
即Ｙ 方向上的偏差，由于是在级次内，且中阶梯
光栅的自由光谱区很小，所以此方向上的偏差造
成的影响相对较小。根据上述谱图还原算法可计
算出该中阶梯光栅光谱仪的谱图还原模型，采用

ＣＯＤＥＶ软件，追迹光线经过光学系统后的准确
路径，并将该模型的计算结果与实际光线追迹结
果进行对比，结果如表２所示。
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表２　谱图还原模型结果与光线追迹结果对比

Ｔａｂ．２　Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｓｐｅｃｔｒｏｇｒａｍ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ　ｍｏｄｅｌ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｗｉｔｈ　ｒａｙ　ｔｒａｃｉｎｇ　ｒｅｓｕｌｔｓ

波长／ｎｍ 级次 光线追迹／ｍｍ 拟合模型／ｍｍ 差值／ｍｍ

１８８．８　 １３８ （６．５３１　７３，－１．５４７　６６） （６．５２９　５９，－１．５４８　４２） （０．００２　１４，０．０００　７６）

１８９．４　 １３８ （６．４１２　４５，－０．０６６　２５） （６．４１２　４４，－０．０６６　２９） （１×１０－５，４×１０－５）

１９０．１　 １３８ （６．２８０　３６，１．６７５　６１）　 （６．２７７　７３，１．６７６　４５）　 　（０．００２　６３，－０．０００　８３）

１９３．０　 １３５ （５．７４３　５５，－１．５３９　１４） （５．７４１　１７，－１．５３　９５２） （０．００２　３８，０．０００　３８）

１９３．７　 １３５ （５．６１６　９，０．１５４　９３）　 （５．６１６　６４，０．１５４　９７）　 　 （０．０００　２６，－０．０００　０３９）

１９４．３　 １３５ （５．５１３　９８，１．６１８　１１）　 （５．５１１　３８，１．６１８　５２）　 　 （０．００　２６，－０．０００　４１）

２８５．７　 ９１ （－２．４１１　７６，－２．５８０　３４）　 （－２．４１７　３５，－２．５８０　１５）　 　（０．００５　５９，－０．０００　１９）

２８７．３　 ９１ （－２．４８２　０８，０．０６２　２７）　 （－２．４８２　２０，０．０６２　２６） 　 （０．０００　１２，０．０００　０１）

２８８．８　 ９１ （－２．５３６　１７，２．５６９　１３）　 （－２．５４１　８５，２．５６８　９１）　　 （０．００５　６８，０．０００　２２）

５６２．２　 ４６ （－６．２８０　１１，－５．０８４　８８）　 （－６．３００　７６，－５．０８４　０６）　 　（０．０２０　６５，－０．０００　８２）

５６８．３　 ４６ （－６．３２６　２３，０．０１６　７４）　 （－６．３２６　２６，０．０１６　７３）　　 （０．０００　０３，０．０００　０１）

５７４．４　 ４６ （－６．３２９　００，５．２３７　８２）　 （－６．３５０　８９，５．２３６　９７）　　 （０．０２１　８９，０．０００　８５）

５８７．４　 ４４ （－６．３７７　７４，－５．３６６　３１）　 （－６．４００　６９，－５．３６５　８２）　 　（０．０２２　９５，－０．０００　４９）

５９４．１　 ４４ （－６．４２５　０３，－０．００９　００）　 （－６．４２５　０３，－０．００９　０１）　 　　　（０，０．０００　０１）

６００．８　 ４４ （－６．４２４　６１，５．４８０　０８）　 （－６．４４８　５３，５．４７９　５７）　　 （０．０２３　９２，０．０００　５１）

　　中阶梯光栅光谱仪的工作范围覆盖１９０～
６００ｎｍ，使用中阶梯光栅的第４４～１３８色散级
次，选取该级次范围内的边缘级次和中间级次作
为对比级次，其中４４，１３８级次为多项式拟合使用
级次，且非拟合所用波长所在级次，４６，９１，１３５级
次为非拟合级次。

在整个拟合过程中，选取第４４，４６，９１，１３５，

１３８级次自由光谱区内的上边缘波长、中间波长
和下边缘波长，共计１８个波长，进行理论位置追
迹并与采用拟合模型计算所得的坐标位置进行对

比，对追迹与拟合数据保留了小数点后５位，所有
数据进行了四舍五入处理。

该中阶梯光栅光谱仪在设计过程中相邻级次

间隔至少为一个像元，因此，相应的谱图还原模型
误差需小于一个像元。从对比数据中可以看出，

在Ｘ方向上，误差最大约为２４μｍ，在边缘级次

４４级的边缘波长处，该级次为拟合使用级次，造
成较大误差的原因为该级次自由光谱区较大，所
涉及波长拟合个数要比短波处相对多，但已满足
使用要求。在Ｙ 方向上，各个级次的波长均与理
论值吻合较好，具有较高的拟合精度。在整个谱

图内该算法的坐标拟合误差小于一个像元，可以
满足实际应用需求。

４．２　谱图还原算法实际对比实验
中阶梯光栅光谱仪的主要作用是获得所需波

长或波段的光信号强度，辅助其所集成检测系统
完成物质成分的定性和定量分析。因此，需要建
立探测光束波长与强度的精确对应关系，即光谱
标定。为验证所提出的基于多项式拟合的中阶梯
光栅光谱仪谱图还原算法的准确性，分别采用该
算法与传统基于公式归纳法的谱图还原算法对同

一台中阶梯光栅光谱仪进行光谱标定，对比两种
算法的标定结果。

光谱标定过程中，依据谱图还原算法将探测
器接收光斑的位置坐标与其波长精确对应，将中
阶梯光栅光谱仪特有的二维谱图还原成波长与强

度的一维光谱数据。实验过程采用氩汞灯作为特
征光源，在仪器工作波段即１９０～６００ｎｍ内，选
取 ２５３．６５６，２９６．７２８，３０２．１５０，３３４．１４８，

４０４．６５０，４０７．７８３，５７６．９６１，５７９．０６７ｎｍ，共计８
个能量较强的特征峰波长作为对比波长。通过所
提出的基于多项式拟合的谱图还原算法与传统基
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于公式归纳法的谱图还原算法分别进行光谱标

定，得到的波长数据对比如表３所示。

表３　两种谱图还原算法的光谱标定结果对比

Ｔａｂ．３　Ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｐｅｃｔｒａｌ　ｃａｌｉｂｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｕｌｔｓ　ｏｆ

ｔｗｏ　ｓｐｅｃｔｒｏｇｒａｍ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ　ａｌｇｏｒｉｔｈｍｓ

理论波长

／ｎｍ

标定波长

基于公式

拟合／ｎｍ

基于多项式

拟合／ｎｍ

波长差

基于公式

拟合／ｎｍ

基于多项式

拟合／ｎｍ

２５３．６５６　 ２５３．６６　 ２５３．６７０ －０．００４ －０．０１４

２９６．７２８　 ２９６．７３０　 ２９６．７４０ －０．００２ －０．０１２

３０２．１５０　 ３０２．１６０　 ３０２．１８０ －０．０１０ －０．０３

３３４．１４８　 ３３４．１５０　 ３３４．１６０ －０．００２ －０．０１２

４０４．６５　 ４０４．６００　 ４０４．６４０ 　０．０５０ 　０．０１０

４０７．７８３　 ４０７．７９０　 ４０７．７９０ －０．００７ －０．００７

５７６．９６１　 ５７６．９４　 ５７６．９４０ 　０．０２１ 　０．０２１

５７９．０６７　 ５７９．０５　 ５７９．０６０ 　０．０１７ 　０．００７

　　由表３可知，基于多项式拟合的中阶梯光栅
光谱仪谱图还原算法相较传统的公式归纳法，还
原精度基本在一个水平，在可见光波段相对更高，
在靠近紫外区域虽相对低，但还原精度基本小于
仪器的光谱分辨率指标０．０２ｎｍ，可以满足实际
应用要求。
采用公式归纳法需基于几何光学原理建立光

束经过仪器内部每一光学元件后位置相对于接收

表面的变化，从算法的构建到编程实现，过程复
杂，尤其是对于内部组件较多的光学结构，应用难
度较大。而采用多项式拟合的谱图还原算法，基
于中阶梯光栅光谱仪采用组合分光元件分别在横

纵两方向独立色散所形成的二维谱图特点，直接
通过位置坐标拟合实现谱图还原标定，操作简单，
通用性强。

５　结　论

　　本文设计了一种基于多项式拟合的中阶梯光
栅光谱仪高精度谱图还原算法，通过级次间拟合
的方式，只需追迹少量的光线即可获得整个谱段
内波长的成像位置，该方法可实现快速、高精度的
谱图还原模型建立。将研究结果应用于棱镜－光
栅交叉结构的中阶梯光栅光谱仪中，验证了所建
立模型的计算误差最大为０．０２３　９２ｍｍ，即所构
建的谱图还原模型在整个像面内的坐标误差均小

于一个像元。通过与传统谱图还原算法的光谱标
定结果对比，标定精度基本持平，波长准确度优于
仪器的光谱分辨率指标。该算法无需考虑中阶梯
光栅光谱仪内部结构以及像差校正，只需关注光
线在像面上的成像位置，模型建立具有很强的实
用性和灵活性，不受限于复杂光路结构，适用于各
种类型的中阶梯光栅光谱仪。
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